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Marktübersicht „FT-IR-Mikroskope“
An

bi
et

er
 

Modell Gerätetyp Spek-
tral-

bereich

Mögliche 
Mess-

prinzipien

Mögliche 
Analysen-

typen

Proben-
tisch

Proben-
positio-
nierung

Apperative
Ausstattung

(S = Standard-
ausrüstung

O = optional erhältlich)

Automatische 
Funktionen

Max. 
Aufl ösungs-
vermögen

Max. 
Aufl ö-
sung 
beim 
Map-
ping

Max. 
Beobach-
tungsfl ä-

che IR

Br
uk

er
 O

pt
ik

 

HYPERION
1000/
2000/
3000

FT-IR-
Mikroskop/
Imaging-

System als 
Zusatzgerät 
für Bruker 
FT-IR-Spek-
trometer

UV, VIS, 
NIR, 
MIR, 
FIR

Transmis-
sion; 

Refl exion;
ATR; 

Streifl icht 
(GIR)

Einpunkt-
analyse, 

Line-Scan, 
Flächen- u. 

ellipt. 
Raster, 

Bildgebung, 
Kinetiken

moto-
risiert, 

thermo-
statisiert 

(heiz- 
und 

kühlbar)

manuell 
oder 

automa-
tisiert per 
Software 

oder 
Joystick

Automatische x,y-Tische (S, O); 
Polarisationszubehör für IR u. Vis 

(O); Dunkelfeld (S); 
Blenden (S, O); Bildgebung (O); 

Makroprobenkammer (O); 
Fluoreszenzkanäle (O); 

Spektralbereichserweiterung (O), 
Analog- u. Digitalkameras (S, O), 
links oder rechtsseitige Spektro-

meter-Ankopplung (S, O)
Strahldurchleitung zur externen 
Messkammer für Makroproben 

(O)

x,y,z-Positionierung; 
Autofokus im Visuellen, 

Apertur-Einstellung; 
Detektor- u. Spektral-
bereichsumschaltung; 

Zentrierung Bildpunkt; 
Koordinatenspeicherung, 
Abrasterungsvorgänge in 
Refl exion, Transmission, 

ATR

< 10 μm (nur 
Beugungs-
begrenzt)

0,1 μm Je nach 
Objektiv 

Pe
rk

in
El

m
er

Spectrum 
MultiScope

Zusatz-
gerät für 
Spectrum 

One, 
100, 400, 

GX

MIR Transmis-
sion; 

Refl exion; 
ATR

Transmis-
sion; 

Refl exion; 
ATR

manuelle 
Bedie-
nung: 

heizbar 
(optio-

nal)

manuelle 
Bedie-
nung 

über den 
Proben-

tisch 
und mit 

Schaltern

x,y,z-Tisch (S); Blenden (S); 
Videokamera (S); 

Polarisationszubehör (O); 
Mikro-ATR-Kristall (O)

< 10 μm 
(beugungs-

begrenzt und 
wellenlängen-

abhängig)

210 x 210 
μm

Spectrum 
AutoImage

Zusatz-
gerät für 
Spectrum 

One, 
100, 400, 

GX

MIR Transmis-
sion;  

Refl exion;
 ATR

Einpunkt-
analyse; 

Mehrpunkt-
analyse; 

Line-Scan; 
Flächen-

raster

moto-
risiert; 
heizbar 
(optio-

nal)

motorbe-
triebener 

x,y,z-
Tisch, 
Steue-

rung über 
Joystick 

und 
Software

x,y,z-Tisch (S); Videokamera (S); 
großer Probentisch (O);

Polarisationseinrichtung (O); 
frei einstellbare motorisierte 

Blenden (S); Mikro-ATR-
Kristall (O)

Koordinatenspeicherung; 
Autofokus; Prüfroutinen 

für Probentisch und 
Blenden; Beleuchtungsstär-
keregelung; Einzelpunkt-
messungen, LineScan- und 
Flächenrastermessungen

< 10 μm 
(beugungs-

begrenzt und 
wellenlängen-

abhängig)

1 μm 210 x 210 
μm

Spectrum 
Spotlight 

200/350/400

FT-IR-
Mikroskop/ 
Imaging-

System zur 
Erweite-
rung von 
Spectrum 

One, 
100 und 

400

NIR, 
MIR

Imaging: 
Transmis-

sion; 
Refl exion; 

ATR
Mikros-
kopie: 

Transmis-
sion; 

Refl exion; 
ATR

Einpunkt-
analyse; 

Mehrpunkt-
analyse; 

Line-Scan; 
Flächen-
raster; 
chem. 

Imaging

moto-
risiert; 
heizbar 
(optio-

nal)

motorbe-
triebener 

x,y,z-
Tisch, 
Steue-

rung über 
Joystick 

und 
Software

x,y,z-Tisch (S); Videokamera (S); 
großer Probentisch (S);

Polarisationseinrichtung (O); 
frei einstellbare motorisierte 

Blenden (S); Mikro-ATR-
Kristall (S), ATR-Imaging-

Zubehör (O), Klimabox (O), fl . 
N2-Dewar-Erweiterung (O), 
Tablettenhalterungen (O)

< 10 μm 
(beugungs-

begrenzt und 
wellenlängen-

abhängig); 
ATR-Imaging: 

< 5 μm

1 μm Imaging: 
konti-

nuierlich 
variable 
Image-
größe 
und 

Aspekt-
verhältnis 
von 2 x 2 
Pixeln bis 
25 x 25 

mm

Sh
im

ad
zu

 

AIM-8800 Zusatzgerät 
für 

FT-IR-
Spektro-
photo-
meter 

IRPrestige-
21 oder 

FTIR-8400S

MIR, 
NIR

Transmis-
sion; 

Refl exion;
Streifl icht 
(„Grazing 
angle“), 

Micro-ATR

Mapping 
(x,y-Scan) 

und 
diagonale, 
y,x-Linien-

Scans, 
Einpunkt- 

und 
Mehrpunkt-

analyse

heizbar 
(optio-

nal)

motorbe-
triebener 
x,y-Tisch 
mit Steu-
erung per 

Funkti-
onstasten 
oder über 
Software

x,y-Tisch und Kamera stan-
dardmäßig, Polarisator, andere 

Objektive und beheizbarer Tisch 
optional

Autofokus, Zentrierung der 
Probe, Apertur, 

Koordinatenabspeicherung, 
ATR-Mapping

MIR 5 μm, NIR 
2,5 μm

1 μm 
(Tisch)

400 x 400 
μm



Marktübersicht „FT-IR-Mikroskope“

Max. 
Beobach-

tungs-
fl äche Vis

Vergröße-
rung 
des 

Okulars

Standard-
objektive

Zusatz-
objektive

Standard-
Detektoren

Zusatz-
Detektoren

Vom 
Anwender 

auswechsel-
bare Kompo-

nente

Statistische 
Auswerte-

algorithmen

Darstellung 
der Mess-

werte als…

Archivierung 
der Mess-

werte als…

Mögliche 
Datei-

formate für 
Export

Soft-
ware 

konform 
21 CFR 

Part 
11?

Kenn-
ziffer

Je nach 
Objektiv

Binokular 
10x

Vis-Glas-
objektiv 

(4x, NA0,1); 
Cassegrain-
obj. (15x, 
NA 0,4)

Vis-Glasobjektiv (10x, NA 
0,25) Cassegrain-Obj.: (15x, 
NA 0,4); Cassegrain-Obj.: 
(36x, NA 0,5), ATR-Cass.-
Obj.: (20x, NA 0,6), GIR-

Cass.- Obj.: (15x, NA 0,99); 
Objektiv-Adapter zum 
Messen großer Proben

Mittelband-
MCT

(10000…
600cm–1)

Schmal-
band-MCT 

(5000...
780 cm–1) 

Breitband-
MCT (10000…

450 cm–1)
InSb (10000…

1850 cm–1) 
Si-Diode 
(25000...

9500 cm–1)
Imaging:

MCT (5500…
880 cm–1) 

InSb (10000…
1900 cm–1)

Okular; 
Objektiv; 

Kondensor; 
Detektor; 
x,y-Tisch; 
Video-

Kamera

PCA; PLS; 
Euclidische 

Distanz; 
künstlich 

neuronale 
Netze; 

3D-Clustera-
nalyse, RGB, 
Komponen-
ten-Korre-

lation

Spektren; 
Kontur-Dia-

gramme; 
2D- + 

3D-Darstel-
lungen der 

IR-Bilder 
mit oder 
über den 

VIS-Bildern, 
Falschfar-

bendarstel-
lung

Spektren; 
Bilder; 
3D-Dia-

gramme; 
Auswerte-

reports; 
alle Daten-
blöcke in 

einer Datei 
zusammen-

gefasst

JCAMP;
ASCII; 
ENVI; 

Pirouette; 
JPEG; 
BMP

ja

000 ✍

500 x 350 
μm

Cassegrain 
(6x, 

NA 0,6)

Schmalband-
MCT

(7800...
750 cm–1)

Mittelband-
MCT

(7800...
580 cm–1)

Breitband-
MCT

(7800...
450 cm–1)

Korrelation Spektren Einzel-
spektren

Perkin
Elmer-
Data-

Manager; 
JCAMP; 
ASCII; 
Grams; 

Spectacle; 
Omnic

nein

000 ✍

> 10 x 10 
mm

Cassegrain 
(6x, 

NA 0,6)

 

Korrela-
tion; PCA; 
Differenz; 
Normali-
sierung; 

atmosphär. 
H2O-Dampf- 

und CO2-
Korrektur

Spektren; 
Falschfar-
bendar-
stellung; 

Konturdia-
gramme; 
3D-Ober-
fl ächen; 

Drahtgitter-
modelle

Einzel-
spektren; 

Line-Scan- u. 
Mapping-

Daten; Bilder

Perkin
Elmer-
Data-

Manager; 
JCAMP; 
ASCII; 
Grams; 
Omnic,

Spectacle; 
Bitmap

nein

000 ✍

> 10 x 10 
mm

Cassegrain 
(6x, 

NA 0,6)

1 DuettTM-
Detektor 
(Imaging:

7800...
720 cm–1;

Mikroskopie:
7800...

550 cm–1)

 nein

000 ✍

400 x 400 
μm

750x 
(bei 17“ 
CRT/LCD)

15x 
Cassegrain 
Objektiv

AIM-8800M GE Kristall 
Objektiv, Diamant ATR Ob-
jektiv, ZnSe ATR Objektiv, 
„Grazing angle“ Objektiv, 

32x Refl exionsobjektiv, 
Objektivlinse (10x)

MCT-
Detektor

Typ 1:
5000...

720 cm–1 

MCT-
Detektor

Typ 2:
5000...

650 cm–1

Objektive Ein-und 
Mehrkom-
ponenten-

Kalibration, 
PLS

Spektren, 
3D-Spek-

trum, 
Flächendia-
gramm (4D)

Einzel-
spektrum, 

Overlay mit 
Bild

ASCII, 
IRS, 

JCAMP

ja

000 ✍



Marktübersicht „FT-IR-Mikroskope“
An

bi
et

er
 

Modell Gerätetyp Spek-
tral-

bereich

Mögliche 
Mess-

prinzipien

Mögliche 
Analysen-

typen

Proben-
tisch

Proben-
positio-
nierung

Apperative
Ausstattung

(S = Standard-
ausrüstung

O = optional erhältlich)

Automatische 
Funktionen

Max. 
Aufl ösungs-
vermögen

Max. 
Aufl ö-
sung 
beim 
Map-
ping

Max. 
Beobach-
tungsfl ä-

che IR

Th
er

m
oF

ish
er

 S
cie

nt
ifi 

c

Continuμm 
XL Mikros-

kop

FT-IR-Ima-
ging-Mi-

kroskop als 
Zusatzgerät 

zu den 
Spektro-

metern der 
Serie 

FT-IR x700

NIR, 
MIR

Transmis-
sion; 

Refl exion; 
ATR; 

Streifl icht

Ein- und 
Mehrpunkt-

analyse; 
Line-Scan; 
Abrastern 

von Flächen; 
ATR-Map-
ping mit 

Drucksen-
sor; chem. 
Imaging

manuell 
oder mo-
torisiert, 
thermo-

stati-
sierbar; 
heiz-, 

kühlbar 
(optio-
nal), 

Anwen-
derspe-
zifi sche 
Einsätze 
(optio-

nal)

manuell 
oder 

motorge-
trieben; 
Steue-

rung per 
Joystick 

oder 
Software

automat. x,y-Tisch (O); 
USB-Kamera (O); 

Refl -Port für Makroproben (O); 
Polarisatoren (O); DIC (O); 

Fluoreszenzbeleuchtung (O); 
Hell-, Dunkelfeld (S); TruView (S); 

2 Detektoren (O); 
div. Objektive (O)

Koordinatenspeicherung; 
Autofokus; Zentrierung 
Bildpunkt; Aperturein-
stellung; ATR-Mapping; 

defi nierbare Background-
position u. Messfrequenz

10 μm 
(1000 cm–1)

mit 
redundanter 

Apertur

10 μm 
(1000 

cm–1) mit 
redun-
danter 
Apertur

150 × 150 
μm

Continuμm  
Mikroskop

FT-IR- als 
Zusatzgerät 

zu den 
Spektro-

metern der 
Serie FT-IR 

x700

NIR, 
MIR

Transmis-
sion; 

Refl exion;
ATR; 

Streifl icht

10 μm 
(1000 cm–1)

mit 
redundanter 

Apertur

10 μm 
(1000 

cm–1) mit 
redun-
danter 
Apertur

150 × 150 
μm

Centaurμs 
Mikroskop

FT-IR-Mi-
kroskop als 
Zusatzgerät 

zu dem 
Spektro-

meter FT-IR 
380

NIR, 
MIR

Transmis-
sion; 

Refl exion; 
ATR

automat. x,y-Tisch (O) 20 μm 
(1000 cm–1)

20 μm 
(1000 
cm–1)

200 × 200 
μm

Va
ria

n

Varian 
UMA 600

Zusatzgerät 
für Varian 
FT-IR-Spek-
trometer

MIR, 
NIR, 
VIS

Trans-
mission; 

Refl exion;
ATR;

Streifl icht

Einpunkt-
analyse, 

Line-Scan, 
Flächenras-
ter, chem. 
Imaging, 

Kinetiken, 
ATR-Map-

ping

thermo-
stati-

sierbar, 
heiz- und 
kühlbar
(optio-

nal)

manuell, 
motorbe-
trieben 
per Joy-
stick und 
Software

Eingebaute Kamera (S)
Gasspülung (S)

Motorisierte ViewThroug-Aper-
tur (S)

Unendlich korrigierte Optik (S)
2. Detektor (O)

linksseitige Spektrometerankopp-
lung (O)

Strahldurchleitung zu einer 
externen Makro-Messkammer 
(GC/IR, TGA/IR, ESC, etc.) (O)

motor-
betriebener x,y-Tisch (O)

Polarisations-
zubehör für IR u. VIS (O)

Dunkelfeld (O)
Spektralbereichs-
erweiterung (O)

Neigbares Binokular (O)
Field Expanding Optics (FEO) 

zur Verdoppelung der Meßfl äche 
beim Imaging (O)

Autofokus, Koordinaten-
speicherung

begrenzt 
durch das 
Beugungs-

limit < 10 μm

 1 μm 250 x 
250 μm 
(detek-
torab-

hängig)



Marktübersicht „FT-IR-Mikroskope“

Max. 
Beobach-

tungs-
fl äche Vis

Vergröße-
rung 
des 

Okulars

Standard-
objektive

Zusatz-
objektive

Standard-
Detektoren

Zusatz-
Detektoren

Vom 
Anwender 

auswechsel-
bare Kompo-

nente

Statistische 
Auswerte-

algorithmen

Darstellung 
der Mess-

werte als…

Archivierung 
der Mess-

werte als…

Mögliche 
Datei-

formate für 
Export

Soft-
ware 

konform 
21 CFR 

Part 
11?

Kenn-
ziffer

> 1200 x 
1200 μm

15x

15× (NA 
0,58); 32× 
(NA 0,65) 

Cassegrain-
Objektive; 

Aufsatz 
für ATR-

Einschübe 
(optional)

15x (NA 0,58); 32x (NA 
0,65) Cassegrain-Objektive; 
Aufsatz für ATR-Einschübe 
(optional); Diamant-ATR 
Objektiv: Grazing-Angle 

Objektiv

Linear-
MCT-Array; 

MCT-A
(11000...

600 cm–1), 
MCT-A*
(11000...

750 cm–1), 
MCT-B

(11000...
450 cm–1)

50 μm
MCT-A

(11000...
700 cm–1), 

InGaAs
(TE-gekühlt) 

(12000...
3800 cm–1)

Okular; 
Kondensor; 

Objektiv; Po-
larisatoren; 

Beleuch-
tungstech-

niken

Peakhöhe 
(abs./Ver-
hältnis); 

Peakfl äche 
(abs./Ver-
hältnis); 

funktionelle 
Gruppen; 

Korrelation; 
PCA; MCR

Spektren; 
Konturdia-
gramme; 

3D-Spektren; 
Falschfarben

Einzel-
spektren; 
Spektren-
gruppen; 

Maps; Bilder

JCAMP-DX; 
CSV; 
TIFF; 

GAML; 
Metafi le; 

ENVI

ja

000 ✍

> 1200 x 
1200 μm

15x

MCT-A
(11000...

600 cm–1), 
MCT-A*
(11000...

750 cm–1), 
MCT-B

(11000...
450 cm–1)

50 μm
MCT-A 

(11000...
700 cm–1), 

InGaAs 
(TE-gekühlt) 

(12000...
3800 cm–1)

Okular; 
Kondensor; 

Objektiv; Po-
larisatoren; 

Beleuch-
tungstech-

niken

Spektren; 
Konturdia-
gramme; 

3D-Spektren; 
Falschfarben

Einzel-
spektren; 
Spektren-
gruppen; 

Maps; Bilder

JCAMP-DX; 
CSV; 
TIFF; 

GAML; 
Metafi le; 

ENVI

ja

000 ✍

> 1200 x 
1200 μm

10x 10x ( NA 
0,71)  

Cassegrain-
Objektiv

ATR-Einschübe mit versch. 
Kristallmaterialien

Okular; 
Kondensor; 

ATR-Ein-
schübe

Spektren; 
Konturdia-
gramme; 

3D-Spektren; 
Falschfarben

Einzel-
spektren; 
Spektren-
gruppen; 

Maps; Bilder

JCAMP-DX; 
CSV; 
TIFF; 

GAML; 
Metafi le; 

ENVI

ja

000 ✍

2 x 2 mm 10x
(20x 

Option)

Cassegrain 
15x

4x Visuell

Vis 10x/Vis 20x/Vis 20x 
ULTRA

(Arbeitsabstand 
2,54 cm)
Vis 40x

Cassegrain 36x
Grazing Angle (Streifl icht)

SidePort Objektiv für 
Refl exion, Transmission 

und ATR

Schmalband
MCT

(10000...
700 cm–1)

Breitband-
MCT-Detektor 

(8000...
450 cm–1)

Mittelband-
MCT-Detektor 

(10000...
575 cm–1)

InSb-Detektor 
(10000...

1800 cm–1)
Breitband-

MCT-Detektor
mit 0,1 mm

Element 
(8000...

450 cm–1)
MCT-Detektor

mit 0,1 mm
Element 
(10000...
700 cm–1)

Si-Detektor 
(25000...

8700 cm–1)
FPA-Detek-

toren:
16 x 16,
32 x 32,
64 x 64,

128 x 128
Pixel
und 

128 x 128 
InSb

Okular, 
Objektiv, 
Detektor, 

Kondensor, 
x,y-Tisch, Po-
larisatoren, 

Beleuch-
tungstech-

niken

PCA, PLS Spektren, 
Konturdia-
gramme, 

3D-Spektren, 
Falschfar-

bendarstel-
lung

alle Spektren 
mit Bildern in 

einer Datei

ASCI (.csv)
Galactic (.spc)

Sadtler
Search-

master (.irf)
Direkter 

Spektren-
Export zu
MS Offi ce

JCAMP
ENVI

ja

000 ✍


